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Menetelmd integroitujen piirien luotettavuuden testaamiseksi
Forfarande foér att testa tillforlitligheten hos integrerade kretsar

Tiivistelmd - Sammandrag

Keksinnon kohteena on menetelmi in-
tegroitujen piirien luotettavuuden testaamiseksi. jossa
kussakin testattavassa piirissd (1C1-1C5) liitokset (1)
kytketddin yhteen halutulla tavalla testaustarkoituksiin
sopivan vastuksen aikaansaamiseksi piirissé, ja testat-
tavat piirit kytketddn sarjaan virtaldhteeseen (3) tietyn
suuruisen mittausvirran (1) syottamiseks: kaikkien
testattavien piirien ldpi yhtd aikaa, jolloin mittaus
suoritetaan jannitemittauksena (4) kunkin piirin yli.
Jokaisen piirin (IC1-IC5) yli kytketddn mittausvirtaan
nihden my6tisuuntainen diodi (D1-DS), ettd mit-
tausvirta syotetddn vakiovirtaldhteestd (3) siten, ettd
pitrien yli oleva jannite (U) on alhaisempt kuin diodin
kynnysjédnnite, jolloin hajonneen piirin aiheuttama
virtakatkos atheuttaa diodin johtavaan tilaan siirty-
misen, jonka jilkeen mittausvirran (1) suuruus korja-

taan vakiovirtaldhteelld (3) entiselleen.
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Uppfinningen avser ett forfarande for att testa tillfor-
litligheten hos integrerade kretsar, dér anslutningarna
(1) 1 varje krets (ICI-ICS) som skall testas kopplas
samman pa oOnskat sitt for att astadkomma en for
testindamélet lamplig resistans i kretsen, och dar
kretsarna som skall testas kopplas i seric med en
stromkalla (3) for samtidig matning av en mitstrém
(I) av forutbestimd storlek genom samtliga kretsar
som skall testas, varvid mitningen utférs som
spanningsmdtning (4) over varje krets. Over varje
krets (IC1-ICS) kopplas en i forhallande till mit-
strtémmen ledspanningskopplad diod (D1-DS5), och
métstrommen matas frin en konstantstrdmkilla (3) sa,
att spanningen (U) 6ver kretsarna 4r mindre #n
diodens troskelspanning, varvid ett strémavbrott for-
orsakad av en sondrig krets dverfor dioden i ledande

tillstdnd, varefter métstrommens (I) storlek aterstills

till den ursprungliga med konstantstrémkallan (3).
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